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1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization c|
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHOD FOR MEASURING PHOTOVOLTAIC (PV) GLASS -
Part 2: Measurement of transmittance and reflectance
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P: Solar

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
82/1298/FDIS 82/1322/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62805, published under the general title Method for measuring
photovoltaic (PV) glass, can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

This document differentiates from the other standards related to transmittance and reflectance
test as follows:

the scope of this document is restricted to transmittance and reflectance measurement for
PV glass,

the wavelength range is typically from 280 nm to 1 250 nm which is related to the spectral
response of common solar cells,

in order to harmonize the calculation of the transmittance and reflectance of PV glass, the
photon irradiance was used instead of the spectral solar irradiance,

apparatus conditions such as the integrating sphere type and diameter are specified.

This pant of IEC 62805 establishes IEC requirements for providing procedures and calculation
methods for measuring the transmittance and reflectance of glass used in photovoltaic (PV)

modules.

Types of PV glass include ultra-clear patterned glass, anti-reflective coated glass, transparent
conductjve oxide (TCO) glass and other kind of glass used in PV, modules. With the rapid
growth [of the global PV industry, the amount of PV glassi_being used has ingcreased
tremendously. The optical properties including the transmittance and reflectance of RV glass

play an jmportant role in determining the performance of PV modules.

At pres¢nt, the methods used to measure the transmittance and reflectance of PV

jlass by

g
different laboratories and manufacturers can be quiterdifferent because there is no gtandard
method|being used. While there are other international standards for the measurement of
transmiftance and reflectance of glass or other~tfansparent materials, the spectral irfadiance
is used|for performing the calculations, and the wavelength range incorporates either the
visible gpectrum or the entire solar spectram depending on the different applicationg of the
glass under test. See for example 1SO 9050, and ISO 13837. As photon flux is impgrtant in
determining the number of carriers that are generated and hence the current produced by a
solar cell, the spectral photon flux {photon irradiance) is used in this document for callculation
of the transmittance and reflectance of PV glass. The wavelength range is restricted to the
solar cell response range, typically from 280 nm to 1 250 nm. The transmittance of ul{ra-clear
patterngd PV glass from different manufacturers could vary depending upon whether the
spectrall solar irradiancearthe spectral photon irradiance is used in the calculation| even if
the sanle test apparatus~and procedure is applied. In addition the measuring conditipns, the
apparatis requirements“and sample preparation method are modified to correctly measure PV

glass.

The aim of thisTdocument is:

to provide a specific method for measuring transmittance and reflectance of PY glass,
especially PV glass having both specular and diffuse optical properties;

to develop the procedure for measuring transmittance and reflectance in the solar cell
response wavelength range, typically from 280 nm to 1 250 nm;

to provide a method for calculating the transmittance and reflectance using the spectral
photon irradiance spectrum in the solar cell response wavelength range, typically from
280 nm to 1 250 nm.
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METHOD FOR MEASURING PHOTOVOLTAIC (PV) GLASS -

Part 2: Measurement of transmittance and reflectance

1 Scope

This part of IEC 62805 specifies methods for measuring the transmittance and reflectance of
glass used in photovoltaic (PV) modules and provides instructions on how to calculate the

effectiv

This do

glass, anhti-reflective coated (AR) glass, transparent conductive oxide coated(TCO) gl

other ki

These t

nemispnerical transmittance and refiectance or this Jlass.

ument is applicable to PV glasses used in PV modules, including ultra-clear p

nds of PV glass used in PV modules.

atterned
ass and

bst methods are designed to provide reproducible data appropriate for compgrison of

results among laboratories or at different times by the same laboratory and for compdgrison of

data ob{ained on different PV glasses.

These test methods have been found practical for glass’having both specular and
optical properties.

2 Normative references

The foll
content

cited ap

IEC 60904-3:2016, Photovoltaic\devices — Part 3: Measurement principles for tg
photovdltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

IEC 627]88-1-4, Measurement procedures for materials used in Photovoltaic Modules
1-4: Encapsulants — Measurement of optical transmittance and calculation of th

weighte

IEC 62805-1:20497, Method for measuring photovoltaic (PV) glass — Part 1: Measurg
total haxe and spectral distribution of haze

pwing documents are referred to in_the text in such a way that some or all
constitutes requirements of this document. For dated references, only the

i/ photon transmittance, yellowness index, and UV cut-off frequency

diffuse

of their
edition

plies. For undated references, the latest edition of the referenced document (ipcluding
any amendments) applies.

rrestrial

5 — Part
e solar-

ment of

ISO 9050, Glass in building — Determination of light transmittance, solar direct transmittance,
total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions in IEC 62805-1 and the following

apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC
e |SO

Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
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3.1

effective hemispherical transmittance of photon irradiance

ratio of the transmitted photon irradiance to the incident photon irradiance in the wavelength
range of 280 nm to 1 250 nm

Note 1 to entry: The transmitted photon irradiance is collected over an entire hemisphere for detection.

Note 2 to entry: The term “effective” in the title refers to the effective wavelength range which is related to the
spectral response characterization of solar cells. In this document, the wavelength range of 280 nm to 1 250 nm is
chosen as the representative response spectrum of the common solar cells, including crystalline silicon solar cells,
silicon thin film solar cells and others. If the PV glass is used in a PV module in which the response spectrum of
the solar cells is beyond the range of 280 nm to 1 250 nm, a different effective wavelength range will be specified.

3.2

effective hemispherical reflectance of photon irradiance
ratio of| the total reflected photon irradiance to the incident photon irradjance| in the
wavelerigth range of 280 nm to 1 250 nm

Note 1 tolentry: The reflected photon irradiance is collected over an entire hemisphere for'detection.
4 Apparatus

4.1 General

Double-peam instruments or single-beam instruments with’stabilized light source, intggrating
sphere and other elements according to IEC 62805-1.

4.2 PErformance of test instrument

Performjance of the test instruments shall confofmto the requirement of IEC 62805-1.

5 Test specimens and reference standards

5.1 Test specimens

Test spg¢cimens shall conform, te-the requirements of IEC 62805-1.

5.2 eference standard

For tramsmittance measurement, an air layer shall be used as the 100 % transmittance
referenge standardfor the measurement baseline.

For reflectdnce measurement, a laboratory certified, calibrated reference standdrd with
characterisfics similar to PV glass sample shall be used as the 100 % reflectance reference
standar e ; ifi ple may
be used as a working reference for measurements of glass.

6 Conditioning

The test shall be done in an environment maintained at (23 £ 2) °C and (40 £ 15) % relative
humidity.

The specimen of coated PV glass, such as AR glass and TCO glass, shall be maintained in
the same environment for not less than 4 h prior to measurement unless otherwise agreed
between customer or supplier.


https://iecnorm.com/api/?name=1fff96a8afb7bb672e7999c08e0e614d

-8- IEC 62805-2:2017 © IEC 2017

7 Procedure

7.1 General

Transmittance and reflectance measurements shall be performed in accordance with the
procedure in ISO 9050.

The wavelength range of the measurement shall be at least over the range from 280 nm to
1 250 nm with preferred wavelength intervals of 1 nm, but a coarser interval up to 5 nm is
allowed if the resultant transmittance and reflectance versus wavelength curves are smooth
over the wavelength range of interest.

Adequafte time shall be allowed for the lamp of instrument to reach equilibration (typi¢al] 15 min
to 30 min of warm-up time).

The scanning wavelength range from 280 nm to 1250 nm shall be set up first|for the
instrument before any measurements are performed.

7.2 Measurement of spectral hemispherical transmittance
7.21 Instrument calibration

First, ugse an air layer as the standard for the 100 % calibration with no specimen at the
transmiftance port. Cover the reflectance port with a standard white plate. Perform bageline or
100 % line calibration for the instrument.

Then, block the sample beam as completely as possible. Perform dark or 0 % line calibration
for the ihstrument.

Baseling and dark calibrations shall be.(performed at least once during each continuous
measur¢ment period.

7.2.2 Sample measurement

Put the|test specimen at the [ocation 3 as shown in IEC 62805-1:2017, Figure 1, |with its
external (air) surface facing:the incident beam and with its internal (cell) surface [flushing
against [the transmittance) port of the sphere. Perform a scan with the same ingtrument
paramelers as the calibration scans over the wavelength range from 280 nm to 1 250 [nm with
preferred wavelengthyintervals of 1 nm. The spectral transmittance 7(1) for each wayelength
shall bg obtained after being automatically corrected by the instrument’s software uging the
100 % line and\0-% line data.

The undoated side of TCO glass samples shall face the incident beam, while the coated side
of anti-reflective glass samples shall face the incident beam. For ulira-clear patierned glass,
the smooth side of the glass samples shall face the incident beam. In the case of float glass,
the tin rich side shall face the incident beam.

NOTE To reduce the influence of haze for the measurement, samples of TCO glass can also be tested with
refractive index matching liquid on the surface of TCO coating side while the refractive index of TCO coating is
known and the index matching liquid can be prepared.

7.3 Measurement of spectral hemispherical reflectance
7.3.1 Instrument calibration

First, keep the transmittance port open and put the the reference standard as in 5.2 on the
reflectance port. Perform baseline or 100 % line calibration for the instrument.
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Then, replace the white standard plate covering the reflectance port with a light trap. Perform
dark or 0 % line calibration for the instrument.

Baseline and dark calibrations shall be performed at least once during each continuous
measurement period.

7.3.2 Sample measurement

Put the test specimen at the location 4 as shown in Figure 1 with its external (air) surface
facing the incident beam and with its internal (cell) surface flushing against the sample port of
the sphere. Perform a scan with the same instrument parameters as the calibration scans

over the_wavelength range from 280 nm to 1 250 nm with preferred wavelength interval of
1 nm. :Ihe spectral reflectance R(4A) for each wavelength shall be obtained aftgr being
automatically corrected by the instrument’s software using the 100 % line and 0 %.line[data.

-

[@%]

4
IEE IEC
a) Double beam b) Single beam
Key
1 referehce beam
2 sample beam
3 light tqap
4 sample/reflectance port
5 referehce port
6 detecfor (at the bottom or on the top of the integrating sphere)
Figure 1 — Schematic of the integrating sphere for reflectance measuremernt
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8 Calculation and expression of results

8.1 Effective hemispherical transmittance of photon irradiance

The effective hemispherical transmittance of photon irradiance of PV glass shall be calculated
using the following Formula (1) (See IEC 62788-1-4). Ep AL will be calculated from the values
given in Table 1, column 3, of IEC 60904-3:2016, multiplied by the wavelength interval for the
measurement according to the trapezoidal rule.

1250nm 1250nm
(£(A)E . d(4) N E . A2
J < T 7C L‘ \ 7 A
_ A=280nm . A=280nm
fe =7 1250nm x100 ~ == 5onm =100 (1)
[Eprd(2) D Epyad
2=280nm 4=280nm
Where
T, is|the effective hemispherical transmittance (%);

() is the spectral transmittance of the PV glass at wavelength’ 4 (%);

E, is the reference spectral photon irradiance at wavelength 12 as given in IEQ 60904-
3:2016;

AA is the wavelength interval used to take the measurément (not more than 5 nm);

A is the wavelength.

The mdasurement obtained shall be averaged-at each wavelength increment. The range
(difference of the maximum and minimum)\shall also be determined at each wayelength
increment.

8.2 Effective hemispherical refle¢tance of photon irradiance

The effective hemispherical reflectance of photon irradiance of PV glass shall be calculated
using the following Formula (2)-’E ;-44 will be calculated from the values given in Table 1,
column B, of IEC 60904-3:2016, multiplied by the wavelength interval for the measpirement
according to the trapezoidal rule with uniform grid.

1250nm 1250nm
jR(ﬁ.)Emd(,l) > R(A)Ep; A4
_ A=280nm _ A=280nm
Re =“—%250nm <100 ~ =5 50nm =100 (2)
(Ep.d(A) > EpAn
/1=2.£’50nm A=280nm

Where
R, is the effective hemispherical reflectance (%);
R(A) is the spectral reflectance of the PV glass at wavelength A (%);
E, . A, A are the same as in Formula (1).

The measurement obtained shall be averaged at each wavelength increment. The range
(difference of the maximum and minimum) shall also be determined at each wavelength
increment.

In case the actual configuration deviates from the configuration displayed in Figure 1 of
IEC 62805-1:2017 and this document, it might be necessary to adapt Equation (2) given in
Clause 8.
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9 Testreport

A report of the tests shall be prepared by the test agency. The report shall contain the detail
specification for the specimens. The test report shall state the following information:

a) name and address of the test laboratory and location where the tests were carried out;

b) name and address of client, where appropriate;

c) description and identification of the item tested, including specimen designation, specimen
type, specimen thickness, specimen size and testing side of specimen;

d) identification of test method used; including the standard number and standard title, make

and

model of the test instrument and the size of the integrating sphere;

e) mea
incly
wav{
corr{
wavs
hem
wavs
unce
refe

f) date

g) a si
for t

surements and derived results supported by tables, graphs, plots and spéc

blength values and the corresponding wavelength range of the averaged-val
bsponding plots of transmittance or reflectance spectral distribution W

spherical transmittance or reflectance of photon irradiance and-the corres
blength range and the wavelength interval for integration; the  estimated ey
rtainty of the instrument (including the instrument itself and the standar
ence plate) with a given confidence interval (k = 2);

of receipt of test item and date(s) of test, where appropriate;
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La Norme internationale IEC 62805-2 a été établie par le comité d’études 82 de I'lEC:
Systémes de conversion photovoltaique de I'énergie solaire.

Le texte

de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
82/1298/FDIS 82/1322/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série IEC 62805, publiées sous le titre général Méthode
de mesure du verre photovoltaique (PV), peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplaceé par une édition révisée, ou

e amendé.
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INTRODUCTION

Le présent document se distingue des autres normes relatives aux essais du facteur de
transmission et du facteur de réflexion par les éléments suivants:

le domaine d’application du présent document est limité au mesurage du facteur de
transmission et du facteur de réflexion pour le verre PV,

la plage de longueurs d’onde est généralement comprise entre 280 nm et 1 250 nm en
fonction de la réponse spectrale des cellules solaires ordinaires,

afin d’harmoniser le calcul du facteur de transmission et du facteur de réflexion du verre
PV, I'éclairement photonique a été utilisé en lieu et place de I’éclairement spectral solaire,

les ¢onditions de I'appareillage sont spécifiées, par exemple le type et le diametfe de la
sphére intégrante.

La présente partie de I'EC 62805 établit les exigences IEC relatives aux procédures et aux
méthod¢s de calcul pour le mesurage du facteur de transmission et du facteur de réflgxion du

verre ut|lisé dans les modules photovoltaiques (PV).

Les types de verres PV comprennent le verre imprimé ultra transparent, le verre revéiu d’'une
couche gntireflet, le verre revétu d’oxyde conducteur transparent(TCO) et les autres types de
verres ptilisés dans les modules PV. En raison du développement rapide du [secteur
photovoltaique au niveau mondial, la quantité de verre RV utilisée a considéraplement
augmenité. Les propriétés optiques, y compris le facteur(de transmission et le fagteur de
réflexiopn du verre PV, jouent un rdle important dans“la détermination des qualités de

fonctionhement des modules PV.

Actuellement, les méthodes utilisées pour mesurer le facteur de transmission et le fagteur de
réflexion du verre PV par différents laboratoires et constructeurs peuvent différgr car il
n‘existe| aucune méthode normalisée. Tandis qu’il existe d’autres normes internationales
relatives au mesurage du facteur de transmission et du facteur de réflexion du erre ou
d’autres| matériaux transparents, I'éclairement spectral est utilisé pour effectuer les cajculs, et
la plage de longueurs d’onde comprend soit le spectre visible, soit la totalité du[spectre
solaire |[en fonction des différentes applications du verre en essai. Voir, par exemple,
I'ISO 90550, et I'ISO 13837. Etant donné qu’un flux de photons est important pour dé{erminer
le nombre de porteurs générés et, par conséquent, le courant produit par une cellule|solaire,
le flux spectral de photons(éclairement photonique) est utilisé dans le présent document pour
le calcyl du facteur de transmission et du facteur de réflexion du verre PV. La plage de
longueurs d’onde est limitée a la plage de réponse des cellules solaires, générplement
comprisg entre 280°nm et 1 250 nm. Le facteur de transmission du verre PV imprimé ultra
transparent provenant de différents constructeurs peut varier selon que I’éclairement gpectral
solaire pu I'éelairement spectral photonique est utilisé pour le calcul, méme si l¢ méme
appareillage._et la méme procédure sont utilisés. De plus, les conditions de mespre, les
exigences.‘relatives a l'appareillage et la méthode de préparation de I'échantillpn sont
modifiées afin de mesurer le verre PV de fagon correcte.

Le présent document a pour objet:

de fournir des méthodes spécifiques de mesure du facteur de transmission et du facteur
de réflexion du verre PV, en particulier le verre PV ayant des propriétés optiques
spéculaires et diffuses;

de développer une procédure de mesure du facteur de transmission et du facteur de
réflexion dans la plage de longueurs d’onde de la réponse des cellules solaires,
généralement comprise entre 280 nm et 1 250 nm;

de fournir une méthode de calcul du facteur de transmission et du facteur de réflexion a
I'aide du spectre de I’éclairement spectral photonique dans la plage de longueurs d’onde
de la réponse solaire, généralement comprise entre 280 nm et 1 250 nm.
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METHODE DE MESURE DU VERRE PHOTOVOLTAIQUE (PV) -

Partie 2: Mesurage du facteur de transmission et du facteur de réflexion

1 Domaine d’application

La présente partie de

I''EC 62805 spécifie des méthodes de mesure du facteur de

transmission et du facteur de réflexion du verre utilisé dans les modules photovoltaiques (PV)

et four
facteur

Le prés
verre in
d’oxyde
moduleq

Ces méthodes d’essai sont congues pour fournir des données<reproductibles appro

des fing
période
obtenue

Ces mé
optiques

2 Réflérences normatives

Les dog
des exi
s’appliq
s'appliq

IEC 609
solaires|
de référn

IEC 627
photovd
calcul

He réflexion hémisphériques effectifs dudit verre.

bnt document est applicable aux verres PV utilisés dans les modulesPV; y co
nprimé ultra transparent, le verre revétu d’'une couche antirefléty le verrd
conducteur transparent (TCO) et les autres types de verres,RY utilisés d
PV.

de comparaison des résultats fournis par différents laboratoires ou a dif
5 de temps par le méme laboratoire et a des fins.)de comparaison des (
s pour les différents verres PV.

thodes d’essai s’averent pratiques pour le mesurage des verres ayant des pr
b a la fois spéculaires et diffuses.

uments suivants cités dans le(fexte constituent, pour tout ou partie de leur
gences du présent document. Pour les références datées, seule I'éditig
le. Pour les références non datées, la derniere édition du document de ré
e (y compris les éventuels amendements).

04-3:2016, Dispositifs photovoltaiques — Partie 3: Principes de mesure des di
photovoltaiqués)(PV) a usage terrestre incluant les données de I'éclairement
ence

88-1-4~Procédures de mesure des matériaux utilisés dans les
taiques — Partie 1-4: Encapsulants — Mesurage du facteur de transmission of

bn et le

mpris le
revétu
ans les

briées a
érentes
onnées

ppriéetés

ontenu,

n citée
férence

spositifs
spectral

nodules
tique et

U facteur de transmission photonique a pondération solaire, de ['in

jaunisse

ice de

IEC 62805-1:2017, Méthode de mesure du verre photovoltaique (PV) — Partie 1: Mesurage de
la brume totale et de la répartition spectrale de la brume

ISO 9050, Verre dans la construction — Détermination de la transmission lumineuse, de la
transmission solaire directe, de la transmission énergétique solaire totale, de la transmission
de l'ultraviolet et des facteurs dérivés des vitrages (disponible en anglais seulement)

3 Ter

mes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 62805-1, ainsi que
les suivants, s’appliquent.
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L'ISO et I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

3.1

facteur de transmission hémisphérique effectif de I’éclairement photonique

rapport de I'éclairement photonique transmis a I'éclairement photonique incident dans la
plage de longueurs d’onde comprise entre 280 nm et 1 250 nm

Note 1 a l'article: L’éclairement photonique transmis est mesuré sur la totalité d’'un hémisphere a des fins de
détection,

Note 2 a|l'article: Le terme “effectif” de lintitulé fait référence a la plage de longueurs d’onde “rel@tive a la
caractérigation de la réponse spectrale des cellules solaires. Dans le présent document, la plage’ de |ongueurs
d’onde cgmprise entre 280 nm et 1 250 nm est choisie comme spectre représentatif de réponse def cellules
solaires drdinaires, y compris les cellules solaires au silicium cristallin, les cellules solaires deltype coug¢he mince
a base d¢g silicium et les autres cellules solaires. Si le verre PV est utilisé dans un module’ PV dont le gpectre de
réponse des cellules solaires dépasse la plage comprise entre 280 nm et 1 250 nm, une(plage de longueyrs d’'onde
effective dlifférente sera spécifiée.

3.2
facteur|de réflexion hémisphérique effectif de I’éclairementphotonique
rapport |[de I’éclairement photonique total réfléchi a I'éclairement photonique incident|dans la
plage d¢ longueurs d’onde comprise entre 280 nm et 1 250 )nm

Note 1 a [l'article: L’éclairement photonique réfléchi est mesuré 'sur la totalité d’'un hémisphére a dgs fins de
détection|

4 Appareillage

4.1 Généralités

Instrumeénts a double faisceau ou ‘instruments a faisceau unique a source de [lumiere
stabilisge, sphére intégrante et autres éléments, conformément a I'lEC 62805-1.

4.2 Qualités de fonctionnement de I’'instrument d’essai

Les qualités de fonctionnement des instruments d’essai doivent étre conformes aux exigences
de 'lEC| 62805-1.

5 Eprouvettes d’essai et étalons de référence

5.1 Ejprouvettes d’essai

Les éprouvettes d’essai doivent étre conformes aux exigences de I'|EC 62805-1.

5.2 Etalon de référence

Pour le mesurage du facteur de transmission, une couche d’air doit étre utilisée comme étalon
de référence pour le facteur de transmission a 100 % pour le référentiel de mesure.

Pour le mesurage du facteur de réflexion, un étalon de référence certifié par un laboratoire
avec des caractéristiques similaires a I’échantillon de verre PV doit étre utilisé comme étalon
de référence pour le facteur de réflexion a 100 % pour le référentiel de mesure. Par exemple,
un échantillon de quartz revétu certifié peut étre utilisé comme référence de travail pour les
mesurages du verre.
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6 Conditionnement

L’essai doit étre effectué dans un environnement maintenu a une température de (23 £ 2) °C
et a une humidité relative de (40 £ 15) %.

L’éprouvette de verre PV revétu, par exemple de verre revétu d’'une couche antireflet ou de
verre revétu d’oxyde conducteur transparent, doit étre maintenue dans le méme
environnement pendant au minimum 4 h avant le mesurage, sauf accord contraire entre le
client et le fournisseur.

7 Procédure

7.1 Généralités

Les megurages du facteur de transmission et du facteur de réflexion doivent etre effectués
conformément a la procédure décrite dans I'ISO 9050.

La plage de longueurs d’onde de mesure doit au minimum couvrir [les longueurs| d’onde
comprises entre 280 nm et 1 250 nm avec, de préférence, des intervalles de longueur d’onde
de 1 nnj, mais un intervalle plus large (jusqu’a 5 nm) est autorisé”si les courbes fagteur de
transmission et facteur de réflexion en fonction des longueurs“d’onde qui en résujte sont
lisses suir la plage de longueurs d’onde concernée.

Une dunée adéquate doit étre appliquée pour permettre/a’la lampe de I'instrument d’qtteindre
la mise en équilibre (en général une durée de préchauffage comprise entre 15 min et 30 min).

La plage de longueurs d’onde de balayage .gomprise entre 280 nm et 1 250 nm doit étre
établie én premier lieu pour l'instrument avant d’effectuer les mesurages.

7.2 Mesurage du facteur spectral de transmission hémisphérique
7.21 Etalonnage de I'instrument

En premier lieu, utiliser une, couche d’air comme étalon pour I'étalonnage a 100 % sans
éprouvedtte au niveau de I'aéces de transmission. Couvrir I'accés de réflexion avec ung plaque
blanche|normalisée. Effectuer un étalonnage de référence ou un étalonnage de ligne & 100 %
de l'instfument.

Ensuite] bloquerile- faisceau échantillon dans toute la mesure du possible. Effedtuer un
étalonnage sombre ou un étalonnage de ligne a 0 % de l'instrument.

L’étalonnage de référence et I'étalonnage sombre doivent étre effectués au moins tne fois
pendantThaque perfode continue de Mesure.

7.2.2 Mesurage de I’échantillon

Placer I'éprouvette d’essai a I'emplacement 3 comme cela est représenté a la Figure 1 de
I'IEC 62805-1:2017, la face extérieure (cOté air) de I'éprouvette faisant face au faisceau
incident et avec sa surface intérieure (c6té cellule) affleurant I'accés de transmission de la
sphere. Effectuer un balayage avec les mémes paramétres de mesure que pour les balayages
d’étalonnage sur la plage de longueurs d’onde comprise entre 280 nm et 1 250 nm, de
préférence a des intervalles de longueurs d’onde de 1 nm. Le facteur spectral de transmission
(1) pour chaque longueur d’onde doit étre obtenu aprés correction automatique par le logiciel
de l'instrument a I'aide des données d’étalonnage de ligne a 100 % et a 0 %.

Le c6té non revétu des échantillons de verre revétu d’oxyde conducteur transparent doit faire
face au faisceau incident, tandis que le cb6té revétu des échantillons de verre revétu d'une
couche antireflet doit faire face au faisceau incident. Pour le verre imprimé ultra transparent,
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